Kapitola 8

Diskusia

.....

problematikou zaoberaji. Hlavnym dovodom je vyuZzitie Specidlne navrhnutej kalibracne;j
dosky, ktorej poziciu a natoCenie v priestore vieme urCit’ s vel'mi vysokou presnost ou.
Jedind praca, ktord naSe vysledky prekonala je praca (Shen and Cheng, 2011), ktorej autori
vyuzivaji metédu vel’mi podobnu naSej. AvSak svietidlo, ktoré pouZivaju, je blizSie bodovému
svetelnému zdroju, neZ reflektor v naSom zariadeni, ktory pripomina skor plo$ny zdroj svetla.
Domnievame sa, Ze toto a taktieZ fakt, Ze ich merania boli vykondvané vo vyrazne nizsej
vzdialenosti svetelného zdroja od kalibracnej dosky, prispeli k tomuto rozdielu v kvalite

vysledkov.

V urcovani svietivosti svetelného zdroja nie je 'ahké porovnat’ naSe vysledky, ked’Ze je
celkovo madlo préc, ktoré sa zaoberaju touto problematikou. NaSa praca ako jedind modeluje
vSeobecnu distribuciu svietivosti. Ostatné prace bud’ svietivost’ zanedbdvaju tplne, alebo
vyuZivaju parametre uvedené vyrobcom, alebo pocitaju distribiiciu svietivosti s nejakym
obmedzenim (Park et al., 2014). Za povSimnutie opét’ stoji praca (Shen and Cheng, 2011),
kde autori pocitaju osvetlenie v bodoch, kde predpokladaji umiestnenie snimaného objektu. I
ked’ takato metdda ma svoje obmedzenia, pri spravnej vol’be tychto bodov dokdze vyrazne

zlepsit’ vystupy fotometrického sterea.

Ako je uvedené na zavere predoslej kapitoly 7 podarilo sa ndm dosiahnut’ aZ 6 ndsobné
zlepsenie oproti zakladnému fotometrickému stereu. Mnohé prace, ktoré sa problematikou za-

oberaju vyuzivaji mySlienky a postupy, ktoré si zahrnuté v nasej metéde. Vd’'aka kombindcii
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poznatkov z tychto prac dosahujeme Castokrat lepSie vysledky v korektnosti vypocitanych
povrchovych normdl. Ostatné price sa zameriavali na iné podproblémy ako je odstrarno-
vanie tieflov a priamych odrazov, ¢i snimanie predmetov s nelambertovskym povrchovym

materidlom, preto je t'azké pre nds porovnavat’ nase vysledky s nimi.

Pri aplikécii naSej metédy je potrebné si uvedomit’, Ze jej presnost’ zavisi predovSetkym na
kvalite kalibracného dosky. Spravnym navrhom a umiestnenim matnej a lesklej plochy na
kalibra¢nej rovine vieme pouZit' jednu kalibra¢nd dosku vo vietkych uvedenych kalibracnych
algoritmoch. Tymto sa vyrazne zniZuju hardwarové naklady vysledného zariadenia a jeho

prislusenstva.

Nasa metdda je navrhnutd tak, aby dobre fungovala v riadenom prostredi, kde mame dobru
znalost’ o vlastnostiach predmetov, ktorych povrch budeme snimat’. S tym stvisi predpoklad,
Ze snimany povrch nevytvdra tiene a Ze je z difizneho materidlu. TaktieZ prind§a moZnost’
vyuzit’ pribliznd vzdialenost’ snimaného predmetu od kamery na odhad polohy P* kazdého
bodu viditel'ného povrchu. Tito polohu je v§ak moZné dobre odhadnit’ aj bez takychto
znalosti, ak do vysledného rieSenia priddme relativne lacny pristroj na priblizné meranie
vzdialenosti snimaného objektu od kamery (ako je napriklad komercne znamy Kinekt alebo

iné podobné rieSenie).
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